
 Semiconductor  Equipment  Association  of Japan 装置技術ロードマップ専門委員会

計測 WG

活動報告

1. 計測WG定例委員会の毎月開催

2. 計測WG内講演会

6/17  エッジ検査技術動向 東京精密 宮崎様

9/26  ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀの技術動向 リオン 近藤様

11/17 陽電子消滅による空孔欠陥検出 筑波大 上殿先生

12/12  測定の不確かさ 産総研 榎原先生

3. STRJ WG11、WG14(新設) に参加

特別委員として、塩田(YNDB)、達本(DDC)、西萩(WECC)、中川
(Metrology)、本田(Metrology)

活動テーマ

2008年度は講演会開催など計測技術動向の調査を主体に行った。
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ご講演例(1): 陽電子消滅による空孔欠陥検査

資料御提供: 筑波大学 上殿准教授

ご講演例(2): 不確かさ

資料御提供: 産総研 榎原室長



 Semiconductor  Equipment  Association  of Japan 装置技術ロードマップ専門委員会

計測 WG

• 本年度は2009年度SEAJロードマップ報告書作成の準備期間として、
講演会開催に注力した。Topicalなテーマを選定・実施できた。

• 講演(YMDB: 1件 不確かさ、 DDC: 1件 エッジ検査、 WECC: 1件
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ、 Metrology: 1件 空孔欠陥)

• STRJの組織変更(新設WG14:Metrology)に伴い、特別委員を2名増員
しSTRJ/WG11/WG14との関係強化した。

YMDB(1名)、DDC(1名)、WECC(1名)、Metrology(2名)

－まとめ－－まとめ－

今年度、ご講演で技術紹介頂いた方々及び特別委員を受け入れて下さいま
したSTRJ/WG11・WG14の方々に感謝致します。

－謝辞－－謝辞－

－今後の課題－－今後の課題－

• 昨今の半導体製造技術動向に沿った、計測項目・計測装置・計測精
度に関するcatch-up及び提言。


